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Estimation du jumeau par Super Résolution [6]
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Residu en niveaux de gris
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PERFORMANCE METROLOGIQUE .pc ] Evolution de l'erreur
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Protocole de mesure:
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[11.] RESULTATS
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Fort impact du biais
— d'interpolation en DIC

1- Géneration de 200 images synthetiques

2 Mesure par DIC et PhDIC

3- Calcul de l'erreur systematique
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Début de decrochage de
—— mesure : augmentation de
l'incertitude pour la DIC
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.  PERSPECTIVES
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Corrélation d'images
photometrique

Forte reduction du
biais de mesure

. e Extension de la corrélation d'images photometrique a la 3D e Mesure de déeplacement a partir d'un imageur mobile

e Mesure de champ de déplacement 3D a partir d'une seule vue e Mesure de déplacement sur des surfaces non Lambertiennes (spéculaires)
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